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Inline Spektral Messung - die neue Referenz?
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Zum Unternehmen

BST-Bahnlaufregelungen sorgen
dafir, dasz auch bei hoher Yerarbei-
tungsgeschwindigkeit die korrekte
Positionieruny des Materialz auf Basis
eines definierten Soll-Wertes erfolot,
zekundenschnell und punktgenau.

Die automatisierten Systeme fir die
Reifenindustrie von BT International
liefern dberall dort, wo es auf genaue
Me=s=zung, Positionierung und Zuschnitt
des Materialz ankomimt exakte,
automatizierte Ldsungen.

BST-Video-liberwachungssysteme
zargen durch einen standigen Yergleich
dez aktuell gedruckten Bildes an der
lautfenden Bahn mit einem gespeicherten
Referenzhild fir die nétige Kontrolle und
zichern =0 eine hohe Qualitat von Druckerzeugniszen.

Druckfehler-Erkennungssysteme
won BST International sichern durch die
automatizierte Dberwachung des
gesamten Rappottes eine einvwandfreie,
INckenlose Produktionzgualitdt, erkennen
auch den kleinsten Makel und zeigen ihn zuverldssig an.

Print Management Systeme von
BET International Gherwachen nicht nur
die Produktion, =ondern beeinfluzsen den
Druckprozess auch aktiv (z. B. durch
Anzgabe von Alarm- und Warn-
meldungen fir unterschiedliche DruckOberprifungs-

routinen).
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} BST-Registerreglungen wirken

1\: ' Stérungen des Registerverhattens durch

R -~ Einzatz ausgereifter Messtechnik und
\ & inteligenter Algarithmen zuverl&ssig

entgegen. Innovative Werfahren

ermaglichen die =chnittregisterreglung ganz ohne

Regiztermarken.
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BST France

BST ftalia

BST Japan

BST ProMark

BST Latina

BST Sayona

BST China
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Zur Person: Michael Dattner

* Diplom Mathematiker seit 2005
« Institut fir Geo-Mathematik, TU Kaiserslautern
* Geowissenschaftliche Analyse und Modellierung
bspw. satellitengesttitzter Daten

* Doktor der Ingenieurwissenschaften seit 2011
« Fachbereich Druck und Medientechnologie, UNI Wuppertal
* ,Spektrales Farbvorhersagemodell fur den Rasterdruck
auf Basis der wellenlangenabhangigen Flachendeckung®
« Weiterfuhrende Forschungstatigkeit
* DFG-gefordertes Forschungsprojekt zur spektralen
Modellierung optischer Aufheller im Bedruckstoff
« Veroffentlichungen bei TAGA, iarigai, IC, ...
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° * Projektleiter ,,Inline-Spektral-Messung* seit 2011
« Entwicklungsabteilung BST-International, Bielefeld
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Inhalte

« Zukunft des Druckens
* Allgemein
« Automatisierung - Heute und in Zukunft
* Erwartungen
» Moglichkeiten
* Voraussetzungen

* Die Rolle der Inline Spektral Messung
 Technische Anforderung
« Handhabungsvorteile
 Qualitatssicherung

Y. » Ganzheitliches Bedienkonzept
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Zukunft des Druckens
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Automatisierung - Heute

Wir machen’s maglich

Alle Express- und Overnightauftrage mit
UPS-Next-Day Zustellung vor 12 Uhr' o NS

EEEE@

Durch Standardisierung:
* vielfaltig
 einfach

* schnell

@ o zertifiziert

NS
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e voll automatisiert!

Drucken Sie ihre eigenen Flyer @

Wihlen Sie bequem aus einem unserer Sparpreis-Angebote aus:

ocl
Thr Format und Thre Auflage

Premi g Bilderdru
Mattlack Wahlen Sie nur noch
Thr Format und Thre Auflage

Thr Format und Thre Auflage

Oder kalkulieren Sie selbst aus unseren umfangreichen Varianten:

Format 0
©) DIN A8 (5,2 x 7,4 cm) ODINA7 (7,4 x 10,5 cm) ©DIN A6 (10,5 x 14,8 cm) ) DIN Lang (10,0 x 21 em)
©10,5% 21 em ) DIN A5 (14,8 x 21 em) ©21x21cm ©10,5%29,7 em
© DIN A4 (21 x 29,7 cm) O DIN A3 (29,7 x 42 em)

Umfang

© 1-seitig ) 2-seitig
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Automatisierung - der Zukunft (/1V)

- Erwartungen

* Fehlerfreie Druckerzeugnisse - insbesondere eine
hochgenaue Farbgebung

* Neutrale Farb-Kommunikation
* spektrale Farbmessung
* spektraldatengestutzte Steuerung

 Farbklichenansteuerung

G
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Automatisierung - der Zukunft 1V

- Voraussetzungen

« Spektraldaten

« Sehr tief gehende Kenntnisse bezuglich:
« physikalische Hintergriinde der optischen Effekte

« Einflisse samtlicher Systemkomponenten

Die (spektrale) Reflexion fuhrt zum jeweiligen Farbeindruck,
den wir wahrnehmen. In den zugehoérigen Spektraldaten ist

) der Einfluss samtlicher Prozessparameter zu identifizieren und
damit fur eine Regelung als Hauptbestandteil der
Automatisierung verftigbar.
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Automatisierung - der Zukunft (/)

- Prozess-Parameter und ihr spektraler Einfluss
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Automatisierung - der Zukunft (IV/IV)

“Spektrale Farbmessung in der Druckmaschine
Ist die Kerntechnologie
zukunftiger Automatisierungsansatze”

Prof. Dr. Arved Hubler auf dem 17. Workshop fir Farbbildverarbeitung, Konstanz den 29.09.2011
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Inhalte

«Zukunft des Druckens
* Allgemein
« Automatisierung - Heute und in Zukunft
* Erwartungen
* Mdglichkeiten
* Voraussetzungen

* Die Rolle der Inline Spektral Messung
* Technische Anforderung
« Handhabungsvorteile
« Qualitatssicherung
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Technische Anforderung (V1)

- Positionierung in der laufenden Bahn

* Re-Positionierbarkeit innerhalb enger Toleranzen
« Messung in homogenen Bereichen
 an beliebigen Positionen im Druckbild
* in gangigen Druckkontrollstreifen 5x5 mm?

[ . e . 5 ¥ i
ST B L . A T P SR ) P L e pe——— g R Y T = EIE R e

« Unvermeidliche Mikroverschiebungen (+/- 0,5 mm)
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Technische Anforderung (V1)

- Zielfihrendes Optik-Design

« halbtongeeignete Abtastbereichsgrdfle

« Beleuchtungskonzept fir Hochfrequenz-Messungen

Einfluss der Wartezeit zwischen Messwiederholungen Sample Reference
sensor sensor

Light source

2wizchen Messwisderholungen

02 1, Ll W Padll,

fres
@z
TOB U116 2020 M 3 41 6 S 58 B 08 TI 7D B OG 91 86 101106111 116121 126 131
23 Messungen ju Messreibe
01 1+ 2 Wiareret % 10 Vianksot 4 Gs Warmean < 4 Warmsal = 2 wamerst|

AEab

Measurement
00 4
1 4 SpectroEye SpektroDens
Messgerite ‘ Sample
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Technische Anforderung (VI

- Grol3tmogliche Workflow-Daten-Konformitat

G
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Technische Anforderung (IV/VI)

- Einheitliche Kalibrierungsstandards

A Anforderung

G

16

BST Copyright © 2011 Vortrag von Dr. Michael Dattner am 17.11.2011 im Rahmen der VDD-Seminarreihe an der TU-Darmstadt




MBBST  Inline Spektral Messung - die neue Referenz?

Technische Anforderung (V/VII)

- X-rite XRGA Kalibrierungsstandard

G
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Technische Anforderung (VIVII)

- Visuelle / bildanalytische Messuberwachung

« Kamera-System

NS
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Technische Anforderung (VIIVII)

- Visuelle / bildanalytische Messuberwachung

« Homogenitatspriufung bei Positionsdefinition
« Automatische Messbereich-Analyse

G
NS
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Handhabungsvorteile (/111)

- Plausibilitatsprifung |
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Handhabungsvorteile (i

- Plausibilitatsprufung |l

« Intelligente Spektraldaten-Analyse
« Ausreil3er-Eliminierung

Bis zu 2 AE an einer
identischen Position in
aufeinanderfolgenden Nutzen

G
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Handhabungsvorteile (/1)

- Hardware-Uberwachung

 Proben- bzw. Messhintergrund-Positionierung
« Abstand zwischen Probe und Messsystem

- Messhintergrund-Uberwachung
U « spektral & bildanalytische Oberflachen-Inspektion

NS
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Ganzheitliches Bedienkonzept gy

- Integration samtlicher Druck-Uberwachung-Module:
» Zeilenkamera-Systeme
» Flachenkamera-Systeme
« Bahnkanten-Sensoren
* Inline-Spektral-Messung

G
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Ganzheitliches Bedienkonzept gy

* Revolutionares Design mit hohem Bedienkomfort

9000 GX

G

NS
24

BST Copyright © 2011 Vortrag von Dr. Michael Dattner am 17.11.2011 im Rahmen der VDD-Seminarreihe an der TU-Darmstadt




”BST Inline Spektral Messung - die neue Referenz?

Ganzheitliches Bedienkonzept gy

* Ergebnis-Dokumentation aller Module bezlglich des
gesamten Druckauftrags

« Spektraldaten
« Zugehorige Bilder der Messuberwachung
* Referenzwerte
c W ldungen b
arnme g JOB REPORT
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Inline Spektral Messung -
die neue Referenz?

Wir sagen:

Sie ist die Basis fur die bevorstehende Automatisierung

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

Michael.Dattner@bst-international.com
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